
Digital Solution from R&D to Production 
計 測 シ ス テ ム 　 E V A 1 0 0

  n  �パーソナル： デジタル I Cテストに必 要な機 能を卓 上サイズに集 約しました。

  n  �高 精 度： 高 精 度タイミング 同 期と再 現 性 で 評 価 効 率 を 向 上させます。

  n � 直 感 的： プ ログ ラミング 技 術 習 得 の 時 間 が 不 要 。デ バ イス 評 価 に 集 中 できます。

  n � 拡 張 性： テスティング・ユ ニットの 連 結 により、最 大 1 , 0 2 4  C H まで 対 応 できます。

評価から量産までをこのシステム１台で

EVA100 Digital Solution が
タイムリー な お 客 様 の 製 品 市 場 投 入 に 貢 献します



n �デ ジタル I C の 評 価 を 卓 上 システムで 実 現

・ 従 来 の ( E V A 1 0 0 ) 比 約 6 0 ％ の 体 積 にスリム 化

・ デ ジタル I C 評 価 に 必 要 な 計 測 機 能 を 搭 載

・ デ ジタル I C 評 価 に 必 要 なソフトウ エ アを 標 準 搭 載

・ 必 要 に 応じて、外 部 計 測 器との 同 期 制 御 が 可 能

主 要 機 能

n �システム ･ モジュー ル

  –  モジュー ル /テスティング・ユ ニット間 同 期 制 御 機 能

  –  ユ ーティリティ電 源

  –  リレ ー 制 御 信 号 、 I2Cバス、 外 部トリガ

n �汎 用 デ ジタル ･ アナログ ･ デ バ イス 電 源

  –  D i g i t a l  I / O  6 4  c h  D a t a  R a t e :  1 0 0 M H z

  –  フリーランクロック ( D o u b l e  C l o c k モ ード)

  –  1 2 8 M W パターン ･メモリ、 S C A N パターン

  –  フェイル 解 析メモリ、 デジタル ･ キャプ チャ･メモリ

  –  H i g h  Vo l t a g e  P i n ,  P e r  P i n  P M U ,  T M U

  –  1 8 - b i t  A W G / D G T ,  V R e f 

  –  デ バイス電 源  5 0 0 m A x N  ( 並 列 接 続 可 能 )

  –  サブ・デ バイス電 源（ P D P S ）

n �ソフトウェア  ( M e a s u r e m e n t  A t e l i e r )

  –  パターン・エディタ、ロジック・アナライザ

  –  S h m o oツー ル

  –  レポ ート・ジェネレ ータ (自動 出 力 可 )

  –  シ ーケンス・ガジェット (テスト・テンプレ ート)

  –  デ バッグ・評 価ツー ル・セット

  –  生 産ツー ル

  主 要 ス ペック

n �本 体 サイズ  ( テスティング ･ ユ ニット)

  –  ( W )  2 2 0  m m  X  ( D )  4 7 2  m m  X  ( H )  2 0 6  m m

n �システム 構 成 

  – エンジニアリング 1 2 8  c h

  – プロダクション  2 5 6  c h  、 5 1 2  c h 、7 6 8  c h 、1 , 0 2 4  c h

n �多 種 多 様 な デ バ イスと用 途 を サ ポ ート

・ デ ジタル I Cだ けで なく、ミクスド I Cも対 応 可 能

・ 開 発 ･ 評 価 から量 産 まで 同 一 システムで 対 応

対 象 デ バ イス

  –  I o T 向 けデ バイス、 M C U , D F T / B I S T 対 応デ バイス

  –  S i P / M o d u l e  デ バイス

  –  �小 規 模 F P G A / A S I C 、指 紋 認 証 I C 、 
To u c h  c o n t r o l l e r

用 途

  –  R & D 評 価

  –  ウェハ 試 験 、 パッケージ 試 験 、 D F T 試 験

  –  パッケージ 評 価 、 I P 評 価 、 不 良 解 析

  –  S y s t e m  l e v e l  t e s t

n �直 感 的 な 操 作 性 で デ バッグ 効 率 を 向 上

・ 特 別 なプ ログ ラミング 技 術 習 得 の 時 間 が 不 要

・ やりた いことが すぐで きる G U I ソフトウ エ ア

・ テンプレ ートの 修 正 で テストシ ー ケンス を 簡 単 作 成

 

n �テスティング ･ ユ ニットを 連 結し 量 産 展 開

・ 簡単な組み換えで、生産量の変化や品種切り替えにも柔軟に対応
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� IoT用 途 や SiPなどの 複 合 化 / 多 様 化され た デ バ イス は 、 
テストコストを 抑 えつ つも多 品 種 をタイムリー に 立ち 上 げる必 要 が あります。 

EVA100 Digital Solutionは 、このようなご 要 望 に 対して 最 適 に 設 計されて います。
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